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 W pracy przedstawiono zespó
 urz� dze�  pomiarowych, przy pomocy których mo� na 

okre� li �  krzyw�  uziarnienia od 0,5um do 100mm. Krzywa uziarnienia mo� e si�  sk
ada�  z 45 

punktów pomiarowych i wst� pnie jest wyznaczona optycznie dla wielu tysi� cy wirtualnych 

sit, które s�  dok
adniejsze ni�  sita mechaniczne i nie mo� na ich zepsu� . Zespó
 urz� dze�  mo� e 

okre� li �  wiele wska� ników i w
a� ciwo� ci normowych wed
ug wielu norm dla kruszyw. 

 

S
owa kluczowe: normy europejskie, analiza sitowa, pomiar wielko� ci cz� stek, urz� dzenia 

pomiarowe, krzywa uziarnienia 

 

In this paper authors want to present unique measuring system which allow to 

determin of grain-size distribution of grains and particles with diameter form 0,5 � m to 

100 mm. Grain-size distribution may consist of 45 measurement points. Tentatively it is 

determine for couple thousand of virtual sieves. This sives are  indistuctable and much more 

strict than mechanic ones. Measuring system network can assign many ratings and norm 

properties according to European standard for aggregate. 

 

Keywords:  European standard, sieve analysis, grain-size measuring, measuring analyzers,  

grain-size distribution 

 

  

 

 



 
Fig. 1 P
uczka sitowa (projekt) 
 

Przedstawione w referacie analizatory mog�  s
u� y�  do badania uziarnienia surowców 

mineralnych w ca
ym zakresie  ich zastosowa� . (S.Kami� ski, J.Trzci� ski 2008) Urz� dzenia te 

wypieraj�  albo zast� puj�  klasyczne badania na sitach mechanicznych. Ka� dy analizator 

wyposa� ony jest w komputer co umo� liwia sterowanie nimi i opracowywanie wyników oraz 

u
atwia przesy
anie danych. 

Istnieje kompletny zestaw analizatorów  których zakresy pomiarowe zachodz�  na siebie przez 

co mo� na ich u� ywa�  przy ma
o precyzyjnym podziale materia
u mineralnego na ró� ne co do 

wielko� ci frakcje uziarnienia. 

 Dostarczony do badania surowiec mineralny zgodnie z norm�  suszy si�  i 

wa� y.(S.Kami� ski, D.Kami� ska 2009) Nast� pnie wk
ada si�  do specjalnej p
uczki sitowej (fig 

1) w celu w celu wyp
ukania py
u i i
u z powierzchni grubszych ziaren z jednoczesnym 

rozdzia
em w zale� no� ci od potrzeb na dwie lub trzy frakcje. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ta p
uczka jest jednocze� nie suszark� . Po wysuszeniu 

ka� da z tych frakcji jest wa� ona. Z ka� dej frakcji 

wydziela si�  reprezentatywn�  próbk�  materia
u lub je� li 

frakcja jest nieliczna to ca
�  frakcj�  u� ywa si�  do 

dalszych bada� . 

Cz� stki sp
ukane z grubszych frakcji i zawieszone w 

wodzie mierzy si�  przy pomocy analizatora IPS L (fig 2), 

który ma zakres pomiarowy 0,5-300 � m i jest szybszy 

(pomiar z przygotowaniem zajmuje 30 minut) i 

wygodniejszy od aerometru. Przede wszystkim uwalnia 

od � mudnych oblicze�  na arkuszu kalkulacyjnym. 

Z najni� szego sita p
uczki pobiera si�  uziarnienie 

do pomiaru na analizatorze IPS UA (fig 3). Dla 

uziarnienia poni� ej 600 � m stosuje si�  dozownik 

ultrad� wi� kowy. Dla uziarnienia do 1200 � m 

u� ywa si�  dozownika aerodynamicznego, który 

dozuje za pomoc�  spr�� onego powietrza z 

elektronicznie sterowanej spr�� arki. 

Zastosowane dozowniki rozdzielaj�  jeden 

przyrz� d na dwa oddzielne analizatory 

uziarnienia to jest na IPS U i IPS A. 

 

 

 Frakcja z nast� pnego sita mo� e by�  zmierzona przy 

pomocy analizatora AWK-3D (fig 4) o zakresie 

0,05 – 10 mm. W podobny sposób mo� e by�  

mierzona najgrubsza frakcja przy pomocy 

analizatora AWK-B (fig 5) o zakresie 2-100 mm. 

Rynna analizatora AWK-B ma podwójne dno. 

Górne dno wykonane jest perforowanej blachy o 

stosownych wielko� ciach otworów dla odsiania 

ma
ych cz� stek, które wypadaj�  z rynny przez 

specjalny otwór w drugim dnie. Te ma
e cz� stki s�  wa� one i przez swoj�  wag�  oraz wielko��  

 
Fig. 2 Analizator IPS L 
Fig. 2 IPS L analyzer 

 
Fig.3 Analizator IPS UA 
Fig. 3 IPS UA analyzer 

 
Fig. 4 Analizator AWK 3D 
Fig. 4 AWK 3D analyzer 



otworów perforowanych s�  uwzgl� dniane w ogólnym rozk
adzie frakcyjnym materia
u 

mineralnego. Jest to szczególnie przydatne gdy nie stosuje si�  p
uczki sitowej tylko od razu 

mierzy si�  grub�  frakcj�  materia
u „z wiadra”. AWK-B jest du� ym przyrz� dem d
ugo� ci 

ponad 1,5 m i umo� liwia pomiary du� ych nadaw. 

  

Wyniki pomiarów z ka� dego przedstawionego powy� ej analizatora podawane w 

formie rozk
adu sitowego, mo� na zsumowa�  za pomoc�  specjalnego programu u� ytego w 

systemie z
o� onym z opisanych analizatorów. Wynik sumowania przedstawiony w postaci 

krzywej uziarnienia od 0,5 do 100 mm jest uwidoczniony na (fig 6) 

 
 
Fig. 5 Analizator AWK B 
Fig. 5 AWK B analyzer 



 

 Analizatory AWK s�  przyrz� dami do trójwymiarowego pomiaru ziaren przez ich 

skanowanie w przestrzeni pomiarowej podczas spadania z rynny dozuj� cej. Taki pomiar 

umo� liwia automatyczn�  ocen�  nast� puj� cych parametrów (Kami� ski S., Kami� ska D. 2008): 

1. Oznaczanie kszta
tu ziarn za pomoc�  wska� nika p
asko� ci EN-PN 933-3 

2. Oznaczanie kszta
tu ziarn jak przy pomocy suwmiarki Schultza EN-PN 933-4 

3. Oznaczanie procentowej zawarto� ci ziarn o powierzchniach powsta
ych w wyniku 

przekruszenia lub 
amania kruszyw grubych EN-PN 933-5 

4. Ocena w
a� ciwo� ci powierzchni. Wska� nik przep
ywu kruszyw. PN-EN 933-6 

 

Ponadto zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 s�  obliczone przez komputer: 

1. Wska� nik ró� noziarnisto� ci Cn= d60/d10 

2. Wska� nik krzywizny Cc= (d30)
2/(d10*d60) 

i wiele innych parametrów geotechnicznych. 

Fig. 6 Krzywa uziarnienia 
Fig. 6 Grain-size distribution 
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